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系外惑星を直接観測し、キャラクタリゼーションを行うためには、近傍に存在する明るい恒星の光を広い波長域にわ
たって抑制することができる高コントラスト観測技術が必要となる。まず、望遠鏡の瞳によって回折された恒星光は、
コロナグラフによって抑制される。コロナグラフのひとつに、焦点面位相マスクコロナグラフがある。例えばこれまで
に、広い波長域での恒星回折光抑制を目指して、フォトニック結晶を用いた多層構造の分割位相マスクの開発が進めら
れている。

次に、光学素子の面粗さが引き起こす波面収差によって散乱された恒星光は、波面測定制御技術によって抑制される。
我々は波面測定制御技術として、Speckle Area Nulling (SAN) 法の開発を進めている。SAN法では、5種類の波面変調と
同期して測定される焦点面強度情報を基に、恒星散乱光を抑制するための波面制御マップを算出する。SAN法の特長の
ひとつは、波面制御デバイスから検出器までの光伝播モデルを必要としない手法であることである。そのため、光伝播
モデルの精度に依存せずに、恒星散乱光を抑制することができる。これまで我々は、単色光源で恒星光を模擬した高コ
ントラスト観測技術の室内実験を行ってきた。単層分割位相マスクとSAN法を用いた実験では、1E-8の恒星光抑制性能
を達成している。Habitable Worlds Observatory (HWO) などの将来ミッションにおいて、系外惑星のキャラクタリゼー
ションを行うためには、恒星散乱光も広い波長域にわたって抑制できる波面測定制御技術が必要である。

本公演では、将来ミッションにおける系外惑星のキャラクタリゼーションを目指した波面測定制御技術の開発状況につ
いて報告する。
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